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OFHC Copper 
 
  Copper, due  to  its very high  thermal diffusivity  is considered  to be a difficult material  to  test. 
Figure 2 shows that the FL‐3000 had no problems whatsoever to stay within ±1.3% of the best available 
literature values.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
Figure  3  shows  the  specific  heat  capacity  as measured with  this  system.  The  ±1%  agreement with 
published data makes this system a rival or even a superior to DSC, especially since most DSC systems 
can not even reach 1000°C. It should be noted that such accuracy and high reproducibility is attained by 
having  the  reference  and unknown  reside next  to  each other  in  the multiple  sample holder,  and be 
tested alternately a minute apart from each other. Single sample systems must test the reference over 
the temperature range first, cool down, replace it with a sample, and repeat the test over the range. It is 
often a practice to use one calibration run for subsequent tests stretching over weeks or even months. 
This, inevitably account for the 7‐10% accuracy assigned to such data by our competition. 
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Figure  4  shows  the  values  of  thermal  conductivity  the  system  automatically  calculates  after  the 
completion of the test (density data entered from external source). It is hard to find any direct thermal 
conductivity  test method  that  can produce ±1% accurate data near 1000°C,  so  this absolute method 
now is superior to most direct measurement due to the co‐measured specific heat with multiple sample 
placement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5 shows thermal diffusivity data obtained on electrolytic iron (in literature it has been historically 
called  “Armco  Iron”). The  results are again within about ±2.0% of  some published data.  It  should be 
noted that reported Armco Iron data spans a 5‐6% band by itself. Our least accurate point is at ambient 
due  to  the  low  radiant energy emission  received by  the  IR detector.  In  this  range, however,  the solid 
state  sensor  employed  by  in  the  Cryogenic  Furnace  has  shown  perfect  agreement.  Thus, when  very 
accurate  room  temperature measurements  are  of  paramount  importance  one  should  use  either  the 
Room Temperature Station, or the Cryogenic Furnace. It is notable though that the worst data produced 
by the DXF system is still many times better than the published accuracy claim of the competition. 
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